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요약

본 발명은 전기적 절단을 위한 액정 표시 장치와 이의 제조 방법을 개시한다. 본 발명에 따르면, 데이터 라인 테스트

부는 일정 레벨의 2개 이상의 서로 다른 제1 테스트 신호 각각 출력하고, 프리-챠징/프리-디스챠징 동작에 이용되는 

제1 총 테스트부는 제1단이 공통 직렬 연결된 홀수측 스위칭 소자와 짝수측 스위칭 소자를 복수개 구비하고, 각 스위

칭 소자의 제2단을 통해 제1 테스트 신호를 제3단을 통해 출력한다. 또한, 액정 패널은 제2 테스트 신호에 응답하여 

제1 테스트 신호에 대응하는 화상 출력을 제어하는 스위칭 소자를 가지는 행렬 형태로 배열된 다수의 화소를 구비하

여 이루어지고, 제1 테스트 신호와 제2 테스트 신호의 인가를 통해 화소의 정상 동작 여부를 시각적으로 체크한다.

그 결과, 액정 패널의 공정 불량을 시각적으로 손쉽게 검사할 수 있고, 제조 완료된 액정 패널의 절단을 전기적 방식을

통해 수행하므로써 액정 패널의 액티브 영역을 절단을 얻을 수 있을 뿐만 아니라, 제조 완료된 액정 패널의 상측에 배

치되는 소스 라인을 구동시 데이터 신호를 프리-챠징/프리-디스챠징하는데 이용함으로써 저전력을 실현할 수 있다.

대표도

도 1

색인어

액정, 절단, 전기, 퓨즈, 검사, 불량, 패널, 프리 챠징

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 전기적 절단을 위한 액정 표시 장치를 설명하기 위한 도면이다.

도 2는 상기한 도 1의 프리챠징 동작을 설명하기 위한 도면이다.

도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 액정 표시 장치의 성능 향상 방법을 설명하기 위한 도면이다.
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도 4는 상기한 도 3의 게이트 드라이버부를 설명하기 위한 도면이다.

<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>

100 : 데이터 라인 테스트부 150, 450 : 전기적 퓨징 영역

200, 500 : 총 테스트부 300 : 액정 패널

400 : 게이트 라인 테스트부 600 : 게이트 드라이버부

612, 614, 622, 624 : 낸드 게이트 616, 618, 626, 628 : 인버터

610, 620, ..., 6(m-1)0, 6m0 : 게이트 신호 출력부

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정 표시 장치와 이의 제조 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 데이터 라인 프리-챠징/프리-디스챠징

과 전기적 절단을 위한 액정 표시 장치와 이의 제조 방법에 관한 것이다.

일반적으로 액정 표시 장치는 현재 화상 표시 소자의 주류를 이루고 있는 음극선관에 비해 훨씬 얇고, 훨씬 가벼우며,

전력 소비가 적어 이미 이동전화기나 노트북 컴퓨터 등 휴대형 정보 기기의 화면 표시 소자로 널리 사용되고 있으며, 

전자파 방출이 적어 향후에는 음극선관을 제치고 탁상용 화면 표시 소자에서도 주류가 될 것으로 예상된다.

특히, 중소형 제품이나 패널 사이즈가 콤팩트한 제품에 적용되는 액정 표시 장치는 글래스당 패널 갯수가 많아 테스

트 및 작업에 많은 시간과 노력이 필요하다. 또한 제품의 응용이 저전력을 요구하기 때문에 패널의 전력 소모를 줄이

는 방법이 필요하다.

종래에는 액정 패널에 불량이 발생했을 때, 외부에서 물리적으로 액정 패널을 2D(Data line)/2G(Gate line) 혹은 3D/

2G 등으로 연결하여 해당 액정 패널의 불량을 스크린(screen)한 후 양품인 경우에 레이저나 절단기를 이용하여 액정

패널을 절단하는 방법을 이용하였다.

그러나 이러한 액정 패널의 절단 방법은 TCP나 외부에 소스 드라이브 IC를 사용해야하는 경우이며, 드라이브 IC를 C

OG(Chip On Glass) 형태로 사용하는 경우에는 실현하는데 있어서 공간상의 제약이 존재하는 문제점이 있다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

이에 본 발명의 기술과 과제는 이러한 종래의 문제점을 해결하기 위한 것으로, 본 발명의 목적은 액정 표시 장치의 성

능을 향상시키기 위해 액정 패널의 공정 불량을 시각적으로 감지하고, 저전력 소모를 위해 데이터 라인을 액정 패널

에서 프리-챠징/프리-디스챠징하기 위한 수단 및 전기적 절단을 위한 액정 표시 장치를 제공하는 것이다.

또한 본 발명의 다른 목적은 상기한 전기적 절단을 위한 액정 표시 장치의 제조 방법을 제공하는 것이다.

발명의 구성 및 작용

상기한 본 발명의 목적을 실현하기 위한 하나의 특징에 따른 전기적 절단을 위한 액정 표시 장치는,

일정 레벨의 2개 이상의 서로 다른 제1 테스트 신호 각각 출력하는 데이터 라인 테스트부;
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제1단이 공통 직렬 연결된 홀수측 스위칭 소자와 짝수측 스위칭 소자를 복수개 구비하고, 상기 각 스위칭 소자의 제2

단을 통해 상기 제1 테스트 신호를 제3단을 통해 출력하는 제1 총 테스트부; 및

상기 제1 테스트 신호를 전달하는 다수의 데이터 라인과, 제2 테스트 신호를 전달하는 다수의 게이트 라인과, 상기 게

이트 라인 및 데이터 라인에 의해 둘러싸인 일정 영역에 형성되며 상기 게이트 라인 및 데이터 라인에 각각 연결되어 

상기 제2 테스트 신호에 응답하여 상기 제1 테스트 신호에 대응하는 화상 출력을 제어하는 스위칭 소자를 가지는 행

렬 형태로 배열된 다수의 화소를 구비하여 이루어지는 액정 패널을 포함하여 이루어지고,

상기 제1 테스트 신호와 상기 제2 테스트 신호의 인가를 통해 상기 화소의 정상 동작 여부를 체크하는 것을 특징으로 

한다. 여기서, 상기한 제1 총 테스트부는 상기 액정 표시 장치의 구동시, 화상 표시를 위한 데이터의 프리-챠징/프리-

디스챠징에 이용되는 것이 바람직하고, 상기한 액정 표시 장치는 상기 데이터 라인 테스트부와 상기 제1 총 테스부와

의 사이에 배치되어, 상기 제1 총 테스트부의 동작 제어에 의해 절단되는 제1 전기적 퓨징 영역을 더 포함하는 것이 

바람직하다.

또한, 상기한 액정 표시 장치는 일정 레벨의 게이트 온/오프 신호를 출력하는 게이트 라인 테스트부; 및 제1단이 공통

직렬 연결된 홀수측 스위칭 소자와 짝수측 스위칭 소자를 복수개 구비하고, 상기 각 스위칭 소자의 제2단을 통해 상기

게이트 온/오프 신호를 제3단을 통해 상기 액정 패널의 해당 게이트 라인에 출력하는 제2 총 테스트부를 더 포함하는

것이 바람직하다.

또한 상기한 본 발명의 다른 목적을 실현하기 위한 하나의 특징에 따른 전기적 절단을 위한 액정 표시 장치의 제조 방

법은,

다수의 게이트 라인과, 상기 게이트 라인과 절연되어 교차하는 다수의 데이터 라인과, 상기 게이트 라인 및 데이터 라

인에 의해 둘러싸인 영역에 형성되며 각각 상기 게이트 라인 및 데이터 라인에 연결되어 있는 스위칭 소자를 가지는 

행렬 형태로 배열된 다수의 화소를 구비하는 액정 패널을 포함하는 액정 표시 장치의 제조 방법에 있어서,

(a) 상기 액정 패널의 제조가 완료됨에 따라, 소정의 데이터 라인 테스트부 를 이용하여 일정 레벨의 2개 이상의 서로 

다른 제1 테스트 신호를 상기 데이터 라인 각각에 인가하는 단계;

(b) 소정의 게이트 라인 테스트부를 이용하여 게이트 온/오프 신호를 상기 게이트 라인에 인가하여 상기 액정 패널의 

불량 여부를 체크하는 단계; 및

(c) 상기 단계(b)에서 상기 액정 패널이 양품이라 판별되는 경우에는 전기적 퓨징 동작을 통해 상기 액정 패널의 활성

영역과 상기 데이터 라인 테스트부와 상기 게이트 라인 테스트부를 분리하는 단계를 포함하여 이루어진다.

이러한 전기적 절단을 위한 액정 표시 장치와 이의 제조 방법에 의하면, 액정 패널의 공정 불량을 시각적으로 손쉽게 

검사할 수 있고, 제조 완료된 액정 패널의 절단을 전기적 방식을 통해 수행하므로써 액정 패널의 액티브 영역을 절단

을 얻을 수 있을 뿐만 아니라, 제조 완료된 액정 패널의 상측에 배치되는 소스 라인을 구동시 데이터 신호를 프리-챠

징/프리-디스챠징하는데 이용하므로써 저전력을 실현할 수 있다.

그러면, 통상의 지식을 지닌 자가 본 발명을 용이하게 실시할 수 있도록 실시예에 관해 설명하기로 한다.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 전기적 절단을 위한 액정 표시 장치를 설명하기 위한 도면으로, 특히 아몰포스 실

리콘(a-Si) 공정을 사용하는 액정 표시 장치에 적용 가능한 실시예를 설명한다.

도 1을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 전기적 절단을 위한 액정 표시 장치는 데이터 드라이버, 게이트 드라이

버, 데이터 라인 테스트부(100), 제1 전 기적 퓨징 영역(150), 제1 총 테스트부(200), 액정 패널(300), 게이트 라인 테

스트부(400), 제2 전기적 퓨징 영역(450) 및 제2 총 테스트부(500)를 포함한다. 여기서, 상기한 제1 및 제2 전기적 퓨

징 영역(150, 450)은 고정되는 영역이 아니고, 제조 완료된 액정 표시 장치의 스크린 동작 완료후 절단될 부분이다.

제1 출력단 및 제2 출력단을 구비하는 데이터 라인 테스트부(100)는 액정 패널(300)에 구비되는 데이터 라인의 정상

동작 여부를 체크하기 위한 제1 테스트 신호(101, 103) 각각을 제1 전기적 퓨징 영역(150)을 경유하여 제1 총 테스

트부(200)에 출력한다.

제1 총 테스트부(200)는 게이트 단자끼리 공통하여 직렬 연결되는 홀수측 트랜지스터(Q  D1 , ..., Q  Dn-1 )와 게이트 

단자끼리 공통하여 직렬 연결되는 짝수측 트랜지스터(Q  D2 , ..., Q  Dn )로 이루어져, 데이터 라인 테스트부(100)로부

터 출력되는 제1 테스트 신호(101, 103)를 액정 패널의 데이터 라인(D1, D2, ..., Dn-1, Dn)에 출력한다.
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보다 상세히는, 홀수측 트랜지스터(Q  D1 , ..., Q  Dn-1 ) 각각의 게이트 단자는 SD1 전압원에 공통 연결되고, 소스 단

자(또는 드레인 단자)는 데이터 라인 테스트부(100)의 제1 출력단 및 액정 패널의 홀수측 데이터 라인(D1, D3, ..., D 

n-1 )에 연결되며, 드레인 단자(또는 소스 단자)의 각각은 GSD1 전압원에 공통 연결된다.

또한, 짝수측 트랜지스터(Q  D2 , ..., Q  Dn ) 각각의 게이트 단자는 SD2 전압원에 공통 연결되고, 소스 단자(또는 드레

인 단자)는 데이터 라인 테스트부(100)의 제2 출력단 및 액정 패널의 짝수측 데이터 라인(D2, D4, ..., Dn)에 연결되

며, 드레인 단자(또는 소스 단자)의 각각은 GSD2 전압원에 공통 연결된다.

상기한 제1 총 테스트부(200)는 상기 제1 전기적 퓨징 영역이 절단된 이후에는 데이터 드라이버로부터 출력되는 데

이터 전압의 프리-챠징/프리-디스챠징(Pre-Charging/Pre-Discharging) 동작에 이용되어 액정 패널(300)의 저전력

소모를 향상시킬 수 있다.

액정 패널(300)은 데이터 드라이버로부터 출력되는 데이터 신호를 전달하는 다수의 데이터 라인과, 상기 데이터 라인

에 전기적으로 절연되어 교차하며 게이트 드라이버로부터 출력되는 게이트 신호를 전달하는 다수의 게이트 라인을 

포함하고, 상기 데이터 라인과 상기 게이트 라인간에 배치되는 스위칭 소자(TFT)와 상기 스위칭 소자에 연결되는 액

정 캐패시터 및 스토리지 캐패시터를 포함하여 이루어지는데, 이에 대한 상세한 설명은 생략한다. 여기서, 상기한 데

이터 드라이버나 게이트 드라이버는 COG 타입으로 실장되는 것이 바람직하다.

제1 출력단 및 제2 출력단을 구비하는 게이트 라인 테스트부(400)는 액정 패널(300)에 구비되는 게이트 라인에 정상

동작 여부를 체크하기 위한 제2 테스트 신호(401, 403) 각각을 제2 전기적 퓨징 영역(450)을 경유하여 제2 총 테스

트부(500)에 출력한다.

제2 총 테스트부(500)는 게이트 단자끼리 공통하는 홀수측 트랜지스터(Q  G1 , ..., Q  Gm-1 )와 게이트 단자끼리 공통

하는 짝수측 트랜지스터(Q  G2 , ..., Q  Gm )로 이루어져, 제2 테스트 신호(401, 403)를 게이트 단자끼리 공통하여 직

렬 연결되는 홀수측 트랜지스터(Q  G1 , ..., Q  Gm-1 )와 게이트 단자끼리 공통하여 직렬 연결되는 짝수측 트랜지스터(

Q  G2 , ..., Q  Gm )로 이루어져, 게이트 라인 테스트부(400)로부터 출력되는 제2 테스트 신호(401, 403)를 액정 패널

의 게이트 라인(G1, G2, ..., Gm-1, Gm)에 출력한다.

보다 상세히는, 홀수측 트랜지스터(Q  G1 , ..., Q  Gm-1 ) 각각의 게이트 단자는 SG1 전압원에 공통 연결되고, 소스 단

자(또는 드레인 단자)는 게이트 라인 테스트부(400)의 제1 출력단 및 액정 패널의 홀수측 게이트 라인(G1, G3, ..., G 

m-1 )에 연결되며, 드레인 단자(또는 소스 단자)의 각각은 GSG1 전압원에 공통 연결된다.

또한, 짝수측 트랜지스터(Q  G2 , ..., Q  Gm ) 각각의 게이트 단자는 SG2 전압원에 공통 연결되고, 소스 단자(또는 드

레인 단자)는 데이터 라인 테스트부(100)의 제2 출력단 및 액정 패널의 짝수측 게이트 라인(G2, G4, ..., Gn)에 연결

되며, 드레인 단자(또는 소스 단자)의 각각은 GSG2 전압원에 공통 연결된다.

그러면, 상기한 액정 표시 장치를 이용한 전기적 절단 방법에 대해서 설명한다.

먼저, 액정 패널의 제조 공정에서 액정 패널이 제조되면 제일 먼저 비쥬얼 인스펙션 테스트(Visual Inspection Test) 

동작을 수행한다.

즉, 소스측에서는 데이터 라인 테스트부(100)를 사용하여 서로 다른 레벨의 일정 전압을 제1 테스트 신호(101, 103)

로서 제1 총 테스트부(200) 및 액정 패널(300)의 데이터 라인에 인가한다. 이때 제1 총 테스트부(200)에 인가되는 S

D1, SD2, GSD1, GSD2는 로우 레벨의 전압을 인가하는 것이 바람직한데, 예를 들어 그라운드(GND)나 부극성 전압 

또는 게이트 오프 전압(Voff)을 인가할 수 있다.

또한, 게이트측에서는 게이트 라인 테스트부(400)를 이용하여 게이트 온 전압 및 게이트 오프 전압을 제2 총 테스트

부(500) 및 액정 패널의 게이트 라인에 인가한다. 이때 제2 총 테스트부(500)에 인가되는 SG1, SG2, GSG1, GSG2는

로우 레벨의 전압을 인가하는 것이 바람직한데, 예를 들어 그라운드(GND)나 부극성 전압 또는 게이트 오프 전압(Vof

f)을 인가한다.

이처럼, 소스측과 게이트측에 제1 테스트 신호(101, 103) 및 제2 테스트 신호(401, 403)를 인가하므로써 액정 패널

의 오픈(Open), 쇼트(Short) 및 기타 불량을 스크린하여 양품의 액정 패널을 확보할 수 있다.

이어, 실질적으로 디스플레이 동작에 이용되는 액정 패널의 액티브 영역과 데이터 라인 테스트부(100), 게이트 라인 

테스트부(400)를 분리하는 작업을 실시한 후 얻어진 액정 패널에 데이터 드라이브 IC와 게이트 드라이브 IC를 COG 

공정 및 TCP 작업을 수행하여 액정 표시 장치를 얻을 수 있다.
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즉, 제1 총 테스트부(200)에 구비되는 트랜지스터들(Q  D1 , ..., Q  Dn )과 제2 총 테스트부(500)에 구비되는 트랜지스

터들(Q  G1 , ..., Q  Gm )을 각각 턴-온시켜 데이터 라 인 테스트부(100) 또는 게이트 라인 테스트부(400)로부터 출력

되는 전류를 제1 전기적 퓨징 영역(150)이나 제2 전기적 퓨징 영역(450)을 경유하여 각 트랜지스터의 그라운드 라인

인 GSD1, GSD2, SG1, SG2를 통하여 전류가 흐른다. 이러한 전류의 흐름으로 인하여 제1 전기적 퓨징 영역(150)이

나 제2 전기적 퓨징 영역(450)이 단락되게 되는 것이다.

물론, 상기한 제1 총 테스트부(200)나 제2 총 테스트부(500)에 인가되는 SD1, SD2, GSD1, GSD2, SG1, SG2, GSG

1, GSG2는 액정 패널의 크기나 해상도에 따라 복수개로 분리될 수 있으며, 설령 분리되더라도 그 동작은 동일하다.

한편, 제1 전기적 퓨징 영역(150)이 단락이 된 다음에는 제1 총 테스트부 (200)에 구비되는 트랜지스터들(Q  D1 , ..., 

Q  Dn )은 하기하는 도 2에서 설명하는 바와 같이, 프리-챠징/프리-디스챠징에 이용된다.

도 2는 상기한 도 1의 프리챠징 동작을 설명하기 위한 도면이다.

도 2를 참조하면, 데이터 드라이버나 게이트 드라이버가 COG 타입으로 실장되는 액정 표시 장치의 구동 구간중 1H

의 처음 구간에서 SD1 및 SD2와, GSD1 및 GSD2 전압원 각각은 하이 레벨의 전압을 출력하면, 제1 총 테스트부(200

)에 구비되는 트랜지스터들(Q  D1 , ..., Q  Dn )은 일종의 캐패시터로서의 동작을 수행하고, 소정 시간 경과후 SD1 및 

SD2와, GSD1 및 GSD2 전압원 각각은 로우 레벨의 전압을 출력한다.

이때, SD1 및 SD2 전압원은 하이 레벨의 전압으로 게이트 온(Von) 전압을 이 용할 수 있고, 로우 레벨의 전압으로 게

이트 오프(Voff) 전압을 이용할 수 있다.

또한, GSD1 및 GSD2 전압원에서 출력되는 하이 레벨의 전압은 데이터 라인에 인가되는 전압의 1/2인 것이 바람직

하고, 로우 레벨의 전압은 제로 레벨을 유지하는 것이 바람직하다.

이상에서 설명한 바와 같이, 제1 총 테스트부에 구비되는 각 트랜지스터에 인가되는 전압을 조정하여 데이터 드라이

버로부터 제공되는 데이터를 프리-챠징/프리-디스챠징시켜 액정 패널의 전력 소모 및 충/방전(Charging/Dischargin

g) 시간을 향상시킬 수 있다.

도 3은 본 발명의 다른 실시예에 따른 액정 표시 장치의 성능 향상 방법을 설명하기 위한 도면으로, 특히 저온 폴리 

실리콘(이하, LTPS) 공정을 사용하는 액정 표시 장치에 적용 가능한 실시예를 설명한다.

도 3을 참조하면, 소스(또는 데이터)측에서 진행되는 일은 상기한 도 1에서 설명한 방법과 동일하므로 그 상세한 설

명은 생략한다.

한편, 게이트측에서의 동작 설명은 보통의 LTPS 제품은 게이트 드라이버 회로가 액정 패널에 집적되는 경우가 보통

의 일이다. 따라서, 시각적 검사시의 동작 설명은 VGS1, VGS2, VGS3의 전압 레벨을 사용하여 게이트 라인의 온/오

프를 조정한다.

물론, 상기한 도 3에서 도시한 제1 전기적 퓨징 영역(150)이 단락이 된 다음에도 상기한 도 1 내지 도 2에서 설명한 

바와 같이, 제1 총 테스트부(200)는 데이터 드라이버로부터 출력되는 데이터를 프리-챠징/프리-디스챠징하는데 이

용된다.

그러면, 이에 대한 상세한 설명을 첨부하는 도 4를 참조하여 보다 상세히 설명한다.

도 4는 상기한 도 3의 게이트 드라이버부를 설명하기 위한 도면으로, 특히 일반적인 게이트 드라이버는 로직 입력이 '

1'인 데이터 값을 1라인 시간 간격으로 순차 이동하는 양방향 쉬프트 레지스터(Bi-directional shift register)와, 쉬

프트 레지스터의 출력 로직 레벨을 게이트 라인의 온/오프 전압으로 변환하는 레벨 쉬프트(Level shifter)와, 게이트 

라인의 부하를 감안하여 전류를 증폭하는 커런트 버퍼(Current buffer)로 구성되는데 그에 대한 도시는 생략하고, 단

지 본 발명과 연계되는 부분만 도시하여 설명한다.

도 4를 참조하면, 본 발명의 다른 실시예에 따른 게이트 드라이버부(600)는 2개의 낸드 게이트(612, 614)와 2개의 

인버터(616, 618)를 각각 구비하는 복수개의 게이트 신호 출력부(610, 620, ..., 6(m-1)0, 6m0)를 포함한다.

보다 상세히는, 홀수측 게이트 신호 출력부(610, ..., 6(m-1)0)에 구비되는 제1 낸드 게이트(612)는 일단을 통해 쉬프

트 레지스터(미도시)로부터 입력되는 신호 전압과 타단을 통해 입력되는 제1 게이트 신호 전압(VGS1)을 인가받아 낸

드 연산값을 제2 낸드 게이트(614)에 출력한다.
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제2 낸드 게이트(614)는 일단을 통해 제1 낸드 게이트로부터 입력되는 낸드 연산값과 타단을 통해 입력되는 제2 게

이트 신호 전압(VGS2)을 인가받아 낸드 연산값을 제1 및 제2 인버터(616, 618)를 경유하여 액정 패널의 첫번째 게

이트 라인에 제공한다.

한편, 짝수측 게이트 신호 출력부(620, ..., 6m0)에 구비되는 제3 낸드 게이트(622)는 일단을 통해 쉬프트 레지스터(

미도시)로부터 입력되는 신호 전압과 타단을 통해 입력되는 제1 게이트 신호 전압(VGS1)을 인가받아 낸드 연산값을 

제4 낸드 게이트(624)에 출력한다.

제4 낸드 게이트(624)는 일단을 통해 제3 낸드 게이트(622)로부터 입력되는 낸드 연산값과 타단을 통해 입력되는 제

3 게이트 신호 전압(VGS3)을 인가받아 낸드 연산값을 제3 및 제4 인버터(626, 628)를 경유하여 액정 패널의 두번째 

게이트 라인에 제공한다.

이상에서는 게이트 드라이버에 구비되는 첫번째 게이트 신호 출력부와 두번째 게이트 신호 출력부만을 설명하였으나

, 각각 세번째나 네번째에 대해서도 동일한 방법으로 게이트 신호를 액정 패널의 게이트 라인에 출력할 수 있을 것이

며, 이에 대해 정규화한 테이블을 하기하는 표 1에 도시한다.

[표 1]

VGS1 VGS2 VGS3

L L H 홀수측 게이트 'H', 짝수측 게이트 'L'

L H L 홀수측 게이트 'L', 짝수측 게이트 'H'

× L L 모든 게이트 'H'

H H H 액정 패널 동작시

상기한 표 1에 따르면, 게이트 드라이버에 인가되는 제1 내지 제3 게이트 신호 전압(VGS1, VGS2, VGS3)을 조정하

므로써, 액정 패널에 구비되는 게이트 라인들의 온/오프를 조정할 수 있고, 이러한 조정을 통해 액정 패널의 정상 동작

여부를 확인할 수 있다.

한편, 이상의 실시예에서는 홀수측 게이트 신호 출력부와 짝수측 게이트 신 호 출력부의 구현을 복수의 낸드 게이트(

NAND)와 복수의 인버터(INVERTER)를 통해 설명하였으나, 복수의 노어 게이트(NOR)와 복수의 인버터(INVERTE

R)를 통해서도 구현될 수 있음은 자명하다.

상기에서는 본 발명의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허청

구범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 

수 있음을 이해할 수 있을 것이다.

발명의 효과

이상 설명한 바와 같이, 본 발명에 따라 액정 패널의 제조 공정에서 해당 패널의 불량 여부를 시각적으로 체크하는데 

소요되는 시간 및 노력을 절감할 수 있다.

또한, 양품으로 판정되어 전기적 절단 방법을 통해 액티브 영역을 갖는 액정 패널을 양산할 때, 절단된 액정 패널의 

상측에 배치되는 데이터 라인의 인접 부분에 제1 총 테스트 영역을 제거하지 않고 그대로 남겨둠으로써 데이터 라인

에 인가되는 데이터 전압을 프리-챠징/프리-디스챠징시키는데 이용하므로써 액정 표시 장치의 저전력을 실현할 수 

있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
일정 레벨의 2개 이상의 서로 다른 제1 테스트 신호 각각 출력하는 데이터 라인 테스트부;
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제1단이 공통 직렬 연결된 홀수측 스위칭 소자와 짝수측 스위칭 소자를 복수개 구비하고, 상기 각 스위칭 소자의 제2

단을 통해 상기 제1 테스트 신호를 제3단을 통해 출력하는 제1 총 테스트부; 및

상기 제1 테스트 신호를 전달하는 다수의 데이터 라인과, 제2 테스트 신호를 전달하는 다수의 게이트 라인과, 상기 게

이트 라인 및 데이터 라인에 의해 둘러싸인 일정 영역에 형성되며 상기 게이트 라인 및 데이터 라인에 각각 연결되어 

상기 제2 테스트 신호에 응답하여 상기 제1 테스트 신호에 대응하는 화상 출력을 제어하는 스위칭 소자를 가지는 행

렬 형태로 배열된 다수의 화소를 구비하여 이루어지는 액정 패널을 포함하여 이루어지고,

상기 제1 테스트 신호와 상기 제2 테스트 신호의 인가를 통해 상기 화소의 정상 동작 여부를 체크하는 것을 특징으로 

하는 전기적 절단을 위한 액정 표시 장치.

청구항 2.
제1항에 있어서, 상기 제1 총 테스트부는 상기 액정 표시 장치의 구동시, 화상 표시를 위한 데이터의 프리-챠징 또는 

프리-디스챠징 중 어느 하나에 이용되는 것을 특징으로 하는 전기적 절단을 위한 액정 표시 장치.

청구항 3.
제1항에 있어서, 상기 액정 표시 장치는,

상기 데이터 라인 테스트부와 상기 제1 총 테스부와의 사이에 배치되어, 상기 제1 총 테스트부의 동작 제어에 의해 절

단되는 제1 전기적 퓨징 영역을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전기적 절단을 위한 액정 표시 장치.

청구항 4.
제1항에 있어서, 상기 액정 표시 장치는,

일정 레벨의 게이트 온/오프 신호를 출력하는 게이트 라인 테스트부; 및

제1단이 공통 직렬 연결된 홀수측 스위칭 소자와 짝수측 스위칭 소자를 복수개 구비하고, 상기 각 스위칭 소자의 제2

단을 통해 상기 게이트 온/오프 신호를 제3단을 통해 상기 액정 패널의 해당 게이트 라인에 출력하는 제2 총 테스트부

를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전기적 절단을 위한 액정 표시 장치.

청구항 5.
제4항에 있어서,

상기 게이트 라인 테스트부와 상기 제2 총 테스트부와의 사이에 배치되어, 상기 제2 총 테스트부의 동작 제어에 의해 

절단되는 제2 전기적 퓨징 영역을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전기적 절단을 위한 액정 표시 장치.

청구항 6.
제1항에 있어서, 상기 액정 표시 장치는,

상기 게이트 온/오프 신호 각각을 상기 게이트 라인의 각각에 순차 출력하는 게이트 드라이버를 더 포함하는 것을 특

징으로 하는 전기적 절단을 위한 액정 표시 장치.

청구항 7.
제6항에 있어서, 상기 게이트 드라이버는,

내부의 쉬프트 레지스터로부터 입력되는 신호와 제1 및 제2 게이트 신호를 근거로 홀수측 게이트 온/오프 신호를 해

당 게이트 라인에 순차 출력하는 홀수측 게이트 신호 출력부; 및

내부의 쉬프트 레지스터로부터 입력되는 신호와 제1 및 제3 게이트 신호를 근거로 짝수측 게이트 온/오프 신호를 해

당 게이트 라인에 순차 출력하는 짝수측 게이트 신호 출력부를 포함하는 것을 특징으로 하는 전기적 절단을 위한 액

정 표시 장치.

청구항 8.
제7항에 있어서, 상기 홀수측 게이트 신호 출력부는,

일단을 통해 내부의 쉬프트 레지스터로부터 입력되는 신호와 타단을 통해 입력되는 제1 게이트 신호를 인가받아 낸드

연산하는 제1 낸드 게이트;
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일단을 통해 상기 제1 낸드 게이트로부터 입력되는 낸드 연산값과 타단을 통해 입력되는 제2 게이트 신호를 낸드 연

산하여 생성한 게이트 온/오프 신호를 상기 액정 패널의 홀수측 게이트 라인에 출력하는 제2 낸드 게이트를 포함하는

것을 특징으로 하는 전기적 절단을 위한 액정 표시 장치.

청구항 9.
제8항에 있어서, 상기 홀수측 게이트 신호 출력부는,

상기 게이트 온/오프 신호를 소정 시간 지연하기 위한 복수의 아날로그 버퍼를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전기

적 절단을 위한 액정 표시 장치.

청구항 10.
제7항에 있어서, 상기 짝수측 게이트 신호 출력부는,

일단을 통해 쉬프트 레지스터로부터 입력되는 신호와 타단을 통해 입력되는 제1 게이트 신호를 인가받아 낸드 연산

하는 제3 낸드 게이트;

일단을 통해 상기 제3 낸드 게이트로부터 입력되는 낸드 연산값과 타단을 통해 입력되는 제3 게이트 신호를 낸드 연

산하여 생성한 게이트 온/오프 신호를 상기 액정 패널의 짝수측 게이트 라인에 출력하는 제4 낸드 게이트를 포함하는

것을 특징으로 하는 전기적 절단을 위한 액정 표시 장치.

청구항 11.
제10항에 있어서, 상기 짝수측 게이트 신호 출력부는,

상기 게이트 온/오프 신호를 소정 시간 지연하기 위한 복수의 아날로그 버퍼를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 전기

적 절단을 위한 액정 표시 장치.

청구항 12.
다수의 게이트 라인과, 상기 게이트 라인과 절연되어 교차하는 다수의 데이터 라인과, 상기 게이트 라인 및 데이터 라

인에 의해 둘러싸인 영역에 형성되며 각각 상기 게이트 라인 및 데이터 라인에 연결되어 있는 스위칭 소자를 가지는 

행렬 형태로 배열된 다수의 화소를 구비하는 액정 패널을 포함하는 액정 표시 장치의 제 조 방법에 있어서,

(a) 상기 액정 패널의 제조가 완료됨에 따라, 소정의 데이터 라인 테스트부를 이용하여 일정 레벨의 2개 이상의 서로 

다른 제1 테스트 신호를 상기 데이터 라인 각각에 인가하는 단계;

(b) 소정의 게이트 라인 테스트부를 이용하여 게이트 온/오프 신호를 상기 게이트 라인에 인가하여 상기 액정 패널의 

불량 여부를 체크하는 단계; 및

(c) 상기 단계(b)에서 상기 액정 패널이 양품이라 판별되는 경우에는 전기적 퓨징 동작을 통해 상기 액정 패널의 활성

영역과 상기 데이터 라인 테스트부와 상기 게이트 라인 테스트부를 분리하는 단계

을 포함하는 액정 표시 장치의 제조 방법.

도면
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